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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 47 de la CEIl: Dispositifs a

semiconducteurs.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

DIS Rapport de vote
47(BUTTL08 47{(BUT329
47(BC)1282 48(BC)1342
Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent 0 ormation su

vote ayant abouti a I'approbation de cet amendement.
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Remplacer le texte de chapitre par ce qui suit:
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FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 47: Semiconductor
devices.

The text of this amendment is based on the following documents:

DIS Report on voting
47(CO)1258 F7{COJT1329
47(C0O)1282 47(C0O)1342
Full information on the voting for the approval of this amendment can nd-in’ the

reports on voting indicated in the above table.

Rage 3

O

ONTENTS
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mended clause

CHAR RAL

h' Y

dd the title of the new clause 3 as follp

(4]

Marking of rectifier diod

CHAPTER
Add the title of the@o
7.10 Forward recq
Rage 5
APTER V: ACCEPTANCE AND RELIABILITY
Replace the. text of this subclause by the following:

Section | — Type tests and routine tests

Type tests
Routine tests
Measuring and test methods

W =

Section |l — Electrical endurance tests

General requirements
Specific requirements

N -t
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CHAPITRE I: GENERALITES

Ajouter le nouvel article comme suit:

3 Marquage des diodes de redressement

Chaque diode de redressement doit étre marquée en clair d'une fagon indélébile et conte-

nir les informations suivantes:

- nom ou identification du fabricant;

— type du fabricant ou du fournisseur;
— marquage permettant la distinction entre les bornes d'an

Page 38

CHAPITRE Iil: VALEURS LIMITES ET CARACT

EM>

Bié-

de

f)" pour la méthode de spécification I: tension définissant la fin de t,, de préférence
égale a 110 % de V;

ot

A I Zal i ol ey Al e & H ol SE s P | ainto A B A
g)pour ta methoue de—spectiication— - tensions—aetnissant 1eS—potis———C1—o pour

I'extrapolation, de préférence égales a 90 % et 50 % de Vgr),, respectivement;
h) tension inverse (Vy, de préférence Vi = 0).

NOTE ~ Pour les conditions e), f) et g), voir la définition de t, dans le chapitre 11.
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CHAPTER |I: GENERAL
Add the new clause as follows:

3 Marking of rectifier diodes

E igr ; i i ith the following information:

— manufacturer's name or identification;
- manufacturer’s or supplier’s type;
— marking to permit the distinction between anode and cathode terr
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CHAPTER Ill: ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTER

se (t), between 10 % and 90 % of Iy,;

cuit) voltage of pulse source — preferably 3 Vi,;

f) fdr specification method I: voltage defining the end of t,, preferably 110 % of Vi;

g) for specification method 1I: voltages definin i fotT;
preferably 90 % and 50 % of Vg, respectively;

h) reverse voltage (Vg, preferably Vg = 0).

NOTE - Regarding conditions e), f) and g), see the definition of & in chapter Il.
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0.9 Ve (point A)

0,5 Vi), (point B)

e recouvrement direct
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CHAPITRE V: REC

Les essais de type sont effectués sur les nouveaux produits, par échantillonnage, afin
déterminer les valeurs limites et les caractéristiques électriques et thermiques qui doiv

| et

de
ent

ximales qui devront §

respectées individuellement pour chaque essai.

tre

Certains des essais de type ou tous peuvent étre répétés de temps en temps sur des
échantillons pris dans la production courante ou des livraisons de fagon a confirmer que la

qualité du produit remplit en permanence les exigences spécifiées.

Les essais de type minimaux a effectuer sur les diodes de redressement figurent dans le

tableau I.
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A
14
\
Vel ===~ -—+
.0,9 VFM (item A)
0,5 VF.‘.‘. {item B)

1,1 VF ___________________
01V |-~
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CHAPTER V: ACCEPTANGC

ection one — Elestrica

enumber this sectid and tables | and Il into tables 1l and Il respect-

ely.
Add the new
$ection One and routine tests

Type tests

Type-tests are carried out on new products on a sample basis, in order to determine the

lectrical and thermal ratings (limiting values) and characteristics to be given in the data
Ihe,e_[.,_a_nd_to_esjabhsb_m' o test limits for future routine tests

Some or all of the type tests may be repeated from time to time on samples drawn from
current production or deliveries, so as to confirm that the quality of the product continuously
meets the specified requirements.

The minimum type tests to be carried out on rectifier diodes are listed in table 1.
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Les essais individuels sont effectués sur la production courante ou les livraisons, norma-
lement & 100 %, afin de vérifier que les valeurs limites et les caractéristiques sont

conformes aux valeurs spécifiées dans les catalogues pour chaque dispositif.

Les essais individuels peuvent comporter une répartition des dispositifs en groupes.

le tableau |.
3 Méthodes de mesure et d’essais
On doit utiliser les méthodes de mesure et d’essais indiq

Pour les essais d’endurance, on doit utiliser les mé
section deux.

Tableau | — Essais de type et individuel(ua i

x&m les diodes de redressement

Les essais individuels minimaux 3 effectuer sur les diodes de redressement figurent)dans

N
Q)j/ Essai Essai
de type individue}
Mesures des caractéristiques \>
Tension directe s X X
Caractéristiques dirg f sqntai X
Courant inverse X X
Caractéristiques i X
Charge regouvrée, ¢t inverse de pointe xY x?2
Résistan e transitoire X
Vérification des*v,
Courant di 2 X
Courant de pajnte nonsrupturg du boitier x"
Essais d’
Essajde p i i érse a haute température, en alternatif X
i ea@ thermique cyclique X

2\

1)

2)  Essatindiv

Essaide type seulément pour les dispositifs avec valeur maximale spécifiée.

seulement pour les dispositifs avec valeur maximale ou minimale spécifiée.

—_Section deux — Essals o'endurance etectrique

(Reprendre le texte de 'ancienne section un).
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